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Laboratorium Analiz powierzchni - badawcze Katedra
Matematyki i Fizyki

Lokalizacja: budynek C sala 5.15

Kierownik laboratorium: dr hab. Medard Makrenek, prof. PSk
Osoba do kontaktu: dr hab. Medard Makrenek, prof. PSk
tel.: 41 34-24-358

email: fizmm@tu.kielce.pl

» Informacja nt. wyposazenia laboratorium

Na wyposazeniu laboratorium znajdujg sig:
— Nanotester twardosci NANOVEA 5 — 400 mN,
— Mikroskop optyczny.

Nanotester twardosci NANOVEA

Nanotester twardosci to precyzyjne urzadzenie sluzagce do badania wlasciwosci
mechanicznych materiatow w mikroskali. Charakteryzuje si¢ zdolnoscig do pomiarow przy
sitach od 5 do 400 mN, co umozliwia analiz¢ twardo$ci, modutu spr¢zystosci oraz
zachowania materialow pod obcigzeniem na bardzo matych gtebokosciach penetracji.

Dzigki zastosowaniu precyzyjnych systemow kontroli sily i przemieszczenia, nanotestery sa
szeroko stosowane w badaniach cienkich warstw, powtok ochronnych oraz nanokompozytow.
Urzadzenia te znajduja zastosowanie w przemysle mikroelektronicznym, biomedycznym oraz
W inzynierii materialowej, umozliwiajac ocen¢ trwatosci i odpornosci na odksztatcenia
w skali nanometrycznej.
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Nanotester twardosci

Mikroskop optyczny

Mikroskop optyczny do kontroli zgtadow badanych probek to precyzyjne narzedzie
umozliwiajace szczegdlowa analize mikrostruktury materiatow. Wykorzystywany jest do
oceny jako$ci powierzchni, identyfikacji mikrodefektow oraz obserwacji struktur ziarnistych.

Dzigki wysokiej rozdzielczo$ci 1 mozliwo$ci powigkszania obrazu, mikroskop znajduje
zastosowanie w analizie odciskow indentacyjnych, co pozwala na dokladne okreslenie
parametrow mechanicznych badanych materiatow. Urzadzenie to jest kluczowe w badaniach
metalograficznych, kontroli jako$ci, dostarczajac niezbednych danych do inzynierskich analiz
strukturalnych.
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Mikroskop optyczny

» Oferta badawcza (naukowa i komercyjna):
— prowadzenie badan zwigzanych z analizg wlasciwosci mechanicznych powierzchni
materialdow metalicznych i1 innych wykorzystywanych w inzynierii.

» Oferta dydaktyczna:
— prowadzenie badan zwigzanych z realizacjg prac dyplomowych studentow WZIiMK.
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